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Analiza deskryptorowa

URZADZENIA KASETY Mi§£§ OWAY : KQMPATYBILNOSC“
ELEKTROMAGNETQCZNA BADCNIA,ZAKhOCALNO§CI+ZALECENIA

Analiza dokumentacyina

Sprawozdanie z;kiera wyniki baadaﬁ“zaklécalnoéci\modeli
pakietéw M-800, M-730, M~730 i umieszczonych w kasecie
MIR-PROWAY na zakiécenia impulsowe i krdtkotrwale zaniki
napigcia sieci.We wnioskach pddano zalecenia dotyczace
konstrukcji pakietéw, catej kasety oraz ukiadu zasilania
zapewniajéce.podwy:szenie oapornoéci ukzadu.

. Tytuly poprzednich sprawozdan

1. Badania wstepne zakZzdécalnodci impulsowej zestawu PI z
mikroprocesorem. Sprawozdanie MERA-PIAP nr rej.2988,1980,

~ ~

2. Symulator zakdcen sieciowych SZs-X.
DTR. nr arch. 3582, 1978. '

3. Symulator zakiécen impulsowych NSG 222 SCHAFFNER.

4, Dokumentacja modelu pakietu M~800 jesnostki centralnej
z mikroprocesorem 8-bitowym, Sprawozdanie MERA-PIAP ,
nr rej. 4605, 1981. ' ‘
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2, Przedmiot i zakres baﬁﬁaﬁ.
3., Uktady pomiarowe i symulétor
4, Programy testowe
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Uproszczony schemat blokowy kasety MIR-PROWAY poJ%neJ
badaniom zakXécalnosci.

Ukiad pomiarowy do badari zakiécalnosci kasety MIR-PROWAY
od impulsowych. zakiécenn impulsowych. '

Keztatt impulsu zakiécajacego z symglatora_NSG 222
w stanie otwartym, B ‘

Charakterystyka zaki6calnodci®dla testéw TPW, SKOK-W,. -

‘TIS, TIR ukkhd 1.

Charakterysfyka zakXbécalnosci dla testéw TPZ, SKOK=Z, TMK
uktad 4 i TMK ukad 2r. ’

|l

Charakterystyka zakZécalnos$ci monitora ekranowego
przy tedcie TMK. '

Uklad pomiarowy do badania zaklécalnoéc1 za51lacza od
krotkotrwatych zanikéw napigcia sieci. Charakferystyczne .
przebiegi czasowe napiecia wyjéciowego zasilacza dla i
réznych czaséw trwania zaniku. K -

Uklad pomiarowy do okreslenia odpbwiedzi zasilacza na
zataczenia napiecia sieci i typowa odpowiedZ zasilacza.

Uktad pomiarowy do okreélenia dynamicznej'impedachi
wyjéciowej zasilacza!i charakterystyki czestotliwoéciowe
impedancji wyjéciowej zasilacza 5V/40A przy réznych

obciazeniach statycznyche.
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1. Wgige - - .
Do podstawowych urzadzeri przetwarzania danych stacji systemu
MIR-PROWAY zalicza sig: pakiet jednostki centralnej M80OOMMS0),
jednopiytkowy mikrokomputer wspéipracuja
cy z innymi urzgdzeniami /pakietami/
poprzez interfejs magistrali kasety
dziatajacej na zasadzie-"wielodostepnodci,
- pakiet pamigci danych M-730 (ML-30),
~ pakiet pamieci programu M~7406MA4Q5
W nasriasddh no ozmo@e,fq,aa,kicfot k°"‘%’?«'9§&(ﬁﬁi% LIMRALW] & mode
Urzadzenia te umieszczane sa na agwolnym stanowisku kasety
MIR-PROWAY, Kaseta zawiera 21 stanowisk poleczonych\magistrala
kasety oraz blok zasilania. Blok zasilania zawiera wielowyjécio-
wy zasilacz sieciowy z przetwarzaniem JZW wykorzystujacy ukziady
zasilacza typu SPS-iB. oraz baterig akumulatoréw zapewniajaca
ciagloéc zasilania pamieci danych przy zanikach i wyleczeniach
napigcia sieci, Funkcje kontroli prawidtowodci i ciagloéci zagi~ '
-lania zapewnis' pakiet M-930., Pakiet M-930 zapewnia réwniezs
kontrole dzialénia pakietu’Jednostki centralnej i systemu
.- operacyjnego, kontrole prawidXowoséci przekazu po liniach' magistra
li, oraz polaryzacje linii magistrali kasety.
. Celem badar zakiécalnodci byo okreélenie 6dpornoéci czterech
podstawowych urzadzehh /pakietéw: M-800, M~730, M-740, M=-930/
umieszczonych w kasecie MIR-PROWAY z wielowyjsciowym zasilaczem
-‘i ’ na zakiécenia impulsowe i krétkotrwate zaniki napiegcia sieci.
Badania przeprowadzono przy dotaczonych do jednostki centralne]
mbn;torze ekranowynm, czytniku i dziurkarce tadmy. W takich warun-
kach mozliwe jest okredlenie minimalnego poziomu odpornoéci impul
sowe j badanych urzedzeﬁ. ) ’
Wynika to z: dotychczasowych doswiadczen, ze przyleczenie zewne-
'.tanych urzadzeﬁ powoduje obniZenie poziomu odpornoéci impulsowej

»

Ze wzgledu na opéznienie w opracowaniu wielowyjéciowego zasilacza
'JZW i pakietu kontroli M=930, W badanym zestawie zastosowano
‘zastepcze uktady tych urzadzen. Zasilacz wielowyjéciowy zestawio-
no z czterech zasilaczy typu SPS-1B i wprowadzono uktady polaryza
cji linii magistrali.
Dlatego badanie koncentrowazy sig na badaniach zakZécalnosci )
impulsowej trzech pakietéw M-800, M=-230, M-740. '
' Dla oszacowania odpornodci urzadze w zestawie docelowym z pakie-
tem M=-930 i zasilaczem wielowyjéciowym JZN na krétkotrwaie

N
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zaniki naplecia sieci przeprowadzono badania odpornosci zasila-
cza typu SPS~1B 5V/40A. Dodatkowo wykonano badania odpowiedzi
zasilacza na zaZaczenie napiecia sieci i pomiar impedancji
wyjsciowej zasilacza dla skZadowej zmiennej predu obciazenia.
Wyniki badania zasilacza wykorzystano przy projekcie ukZadow
kontroli napiec¢ pakletu M-930. oraz projekcie magistrali zasilan
kasety.

Brzedmios i.zekres.badad . S

‘Bagania éﬁzeprdwadzono dla*nasteﬁujapesb'zestawu urzadzefis

1/ Modelu késety’MIR-PROWAY wyposazonej w magistrale kasety,
pulpit operatora i zastgpczy blok zasilania sieciowego,
/bez baterii akumulatoréw zasilanie rezerwowego/ zestawiony
z zasilaczy"’ typu SPS-1B /2x5V/40A, 1x12V/20A, 1x24V/10A/.

2/ Modelu pakietu jednostki centralnej M-800.
3/ Modeli pakietéw pamiecixzewn@trznej.Ma730 i M=740.

4/ Zastepczego ukladﬁ pakietu M~-930 zawierajacng'jedynie
uklady'polaryzacji 1linii magistrali kasety. |

5/ Urzadzen peryféryjnych- manitora ekranowego typu MDS CRT
. INTEL, czytnika t@sémy CT-2000, dziurkarki taémy DT-105S.

~Urzadzenia peryferyjne dotaczone sQ do pakietu jednostki

centralnej, monitor ekranowy przez ‘interfejs szeregowy V24,
czytniki i dziurkarka priez interfejs réwnalegty.

Uproszczony schemat blokowy Zestawu pokazano na rys.1.
Dotychczasowe doswiadczenia eksploatacyjne urzadzeﬁ i wyniki -
badan odpornosci urzadzen na zakiécenia smeciowe WykaZUJa, Ze
istotnym parametrem charakteryzujacym urzadzenie z punktu’

~widzenia .zakibéceh jest odporno$c. urzadzenia na zakiodcenia

impulsowe okreslone przy przylaczon?éh urzadzeniach zewnetrznych
wspéipracujacych. Dlatego badania koncentrowaly sig na badaniach
odpornosci urzadzeﬁlna zaktécenia impulsowe w obwodzie sieciowym
przyiprzylgczonych do jednostki centralnej urzadzeniach peryfery-
jnych., '
Poniewaz badania przeprowadzono dla pierwszego zestawu urzadzen
kasety MIR~PROWAY, urzadzen o konstrdkcjach znacznie rézniacych
sig¢ od konstrukcji dotychczasowych stosowanych w system;e urzadz-
en INTELDIGIT-PI, zdecydowano aby badania prowadzic wieloetapowo

4

i niedopuécié¢ do uszkodzenia urzadzen.
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W pierwszym etapie 'badar skoncentrowano si¢ na okresleniu
odpornodci pamieci, odpornodci przechowywania informacji w e
pamieciach wewnetrznej i zewnetrznej. .

Przy niskim poziomie odpornodci pamieci, badaia pozostatych
urzadzerh moga byé niewykonalne. Dlatego po’pierwszym etapie
badafi przy stwierdzeniu nisklego poziomu odpornoséci przewidziano
prace’ podwstzenia odpornosci.’

W drugim etapie badar okredlono odpornoéé dla funkcijzytania :
i pisania informacji z/do pamieci wewnetrznej i zewnetrznej '

typu RAM, g e -

W nastepnych etapach zdecydowano okresli¢ odpornoéé dla realiza-
cji prostego programu umieszczonego w pamieciach wewnetrznej i
zewnegtrznej, oraz odpornoéci transmisji informacji przez interfe
sy: szeregowy, réwnoleglty i magistrali kasety jednostki centralne
Przy‘badanig odpornoéci transmisji, przez interfejsy szeregowy

i réwnolegiy, wykorzyétano mozliwoé¢ ich pracy bez udziazu
urzedzenn zewnetrznych peryferyjnych- a mianowicie czytania -
informacji wyjéciowej interfejsu przez wejdcie interfejsu

'/bezpoéredniego potaczenia wejdcia i wyjdécia odpowiednich

interfejséw/. Przy badaniu odpornosdci: transmisji informacji
przez interfejs magistrali kasety, badano réwniez odpornoécé
transmisji informacji po magistrali kasety dla réznych stanowisk
Odbiornikiem i nadajnikiem informacji na stanowisku byl pakiet
pamigci zewnetrznej.

Jak juz wyjaén ono we wstgpie nie przeprowadzono badan odpornoéc
urzadzeﬁ na krétkotrwale zaniki napiecia eieci.

Zast@pczo badania te wykonano dla typowego zasilacza 5V/40A

typu SPS-1B stanowiebego pods tawe rozwigzania kbnstrukcyjnégo,
docelowego zasilacza wielowyjéciowegb azw,

B !

Qﬁégax pomiarowe i symulator,

Badania zaktécalnosci impulsowej przeprowadzono w dééch
uktadach pokazanych na rys.2. 'W pierwszym ukiadzie zakidmno
obﬁody zasilania sieciowego kasety oraz czytnika i dziurkarki.

W drugim -uktadzie zakXdcano obwody sieciowe wszystkich urzedzen.
Dodatkowo sprawdzono odporno$¢ urzadzer w uktadzie drugim

przy zastosowaniu wspélnego filtru sieciowego dla catego zes tawu
urzadze typu FP 250/4 wlgczonego za symulatorem zakléceﬁ.

+
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KoniecznodC badania dla dwéch ukteddéw wynikia z tego, Ze monitor
ekranowy CRT INTEL posiada weunetrzne potaczenie wejscia sygnatu
ov z obudowe monitora, oraz posiada niski poziom odpornosci na
zaki6cenia - 1mpu1soWe. Uniemozliwiato to poprawne wykonanie
potaczeti obudéw i potencjazéw OV ukteddéw w jednym punkcie), -
wymagalo zesilania monitora 2z ‘sieci dwuprzewodowej.
Dla okreslenia wpiywu przylaczenia urzadzen peryferyjnych na
poziom zektécalnodci, przeprowadzono réwniez badania przy
odiaczonych kablach 1nterfejsoﬁych‘od’jednostki centralnej.

S!mulator zakiécen impulsowych . ' /

Bedania zaklécalnoéci impulsowej zestawu przeprowadzono stosujac
symulator zakiécerl impulsowych NSG 200 + NSG 222 firmy

Schaffner [3] :

Symulator wytwarza impulsy podawane jednoczesnie na obydwa prze-
wody fazowe R i O wzgledem potencjatu ziemi, £iltr znajdujacy
sie w symulatorze standaryzuje impedancje sieci dla wysokich
czestotliwééci oraz zabezpiecza przed przedostaniem sig zakiécen
z symulatora do sieci i niekontrolowanych zakiéceh z sieci do
badanego urzadzenia. Symulator w stanie nieobcigZonym wytwarza
impulsy zaklécajece w czasie trwania 100ns i zadawanych: czasie
narastania impulsu od 5 do 35ns oraz amplitudzie od 150V do
1500V, Ksztalt impulsu zaklécajacego nieobcigzonego symulatora

i interpretacja jego parametréw przedstawione .¢@ na rys.2.
ﬁolaryzacja impulséw moze by¢ dodatnia lub ujemna. Symulator
umozliwia generowanie zaréwno pdjedyﬁczegb’impulsu jak i ciagu
impulséw z czestotliwoécia okoto 12,5Hz, Generacja impulsu
nastepuje w zadanej fazie napiec1a sieciowego.

Brogramy _testowe” _

Badania zaklécalnoéci urzadzer wykonano pod kontrolq nastepuja~- "

cych programéw testujacychs -

1. Test TPW =~ pamiec wewnetrzna .
Program wpisuje bajt informacji 00 lub FF do rejestru D
procesora. Nastepnie w petli informacja Z rejestru D wpisywana
jest do komérek pamigci wewnetrznej RAM, czytana i boréwnyWana
z zawarfoécie_rejestru D. Jezeli informacja przeczytana z
komérki pamigci nie jést réwna iaformacji znajdujacej sig w
rejestrze D, a wiec - -‘wystepuje btad, to jest on zliczany przez
programowy licznik bledéw. Program pracuje repetycyjnla na
obszarze 1/4K pamieci wewnetrznej RAM, é%

-
-



- Test TPZ =~ pamigc zewnetrzna,

- 7 - ‘ ’ \ .

Przyjeto nastepujace kryteria .odpornosci, sprawdzone po zakoricze-

niu zakZécania‘ v

a/ poprawne stany lampek WAIT, RUN i BTMO na pulpicie operacyjnym
obserwowane réwniez w trakcie zakit6cania;

b/ poprawny bigg programu sprawdzony obserwacja sygnaiu C3 /w
petli programu umieszczono instrukcje LDA 3BFF/ - po'zékbﬁcze-
‘niu zakXdcania oscyloskop przyl@czono do pi!hu ‘8 uktadu C3
na pakiecie M~-800;

c/ zerowy stan licznika bledéw.

s

Test dziala dla obszaru 1/4R pamiegci zewnetrznej pakietu M=730.
Konstrukcje testu i kryteria zakidécen sa takie same jak w

tedcie TPW, ’ )

W poréwnaniu do testu'TPW, test TPZ obejmuje ukiady pamieci
pakietu M=-730, magistrale kasety, uklady interfejsowe magistrali
kasety w pekiecie jednostki centralnej i w pakiecie pamieci
zewnetrznej.

%qst SKOK.

Program skiada sig z frzech instfukcji NOP orez instrukcji skoku
bezwarunkowego do poczatku programu, dzigki czemu pracuje repety-
cyjnie. Program zapisany jest na staie =& N pamieci EPROM
Kolejno zostat umieszczony w: o
a/ obszarze. pamieci wewnetrzneji SKOK-W;
b/ obszarze pamigci zewngtrznej: SKOK-Z, )
Przyjeto nastegpujace kryteria odpornoéci sprawdzane po zakoﬁcze-

niu zakzdécania:

\ . =~

.a/ poprawne stany lampek RUN, WAIT i BTMO na pulpicié operacyjnym

.obserwowane réwniez w trakcie zakidcania;
b/ poprawny bieg programu sprawdzony obserwagja na oscyloskopie
sygnalu DBIN procesora. , /

Test TMK - masgistrala kasety. ' | )
Test wykorzystuje pakiet pamigci zewnetrznej jako odbiornik
i nadajnik informacji przesyZzanej po magistrali kasety.

~Program. jednorazowo przepisuje zmﬁmnq,informacjg, koleJne liczby,

z rejestru B procesora do koleJnych komérek pamieci zewnetrzneJ.
Nastepnie w petli program czyta zawartosc kolejneJ komérki
pamieci zewngtrznej i poréwnuje ja z zawartosci@ rejestru B,gdzie

jednoczesnie umieszcza kolejne liczby. JeZeli informacja .

przeczytana z komérki nie jest réwna-informacji -znajdujacej sig

¥
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: a G

, : L : - Y



"a/ poprawne stany lampek WAIT, RUN i BTMO na pulpicie operacyj-

-centralnej.

——

w rejestrze B, a wiec wystepuje blad, to jest on zliczany przez
programowy hczn1k bteddéw.

Program praCUJe repetycyjnie na obszarze 4k pamigci zewnetrzneJ.
Przyjeto nastepugece kryteria odpornoséci, sprawdzone po zakoncze-
niu zakdcania: ‘ ’

nym, obserwowane réwniez w trakcie zaklécenia.

b/ zerowy stan licznika bieddw. y

Test TMK~ZO, _

Program w petli, wpisuje zmienng informacje, kolejne liczby do
rejestru B procesora, przepisuje ja do kolejnej komérk1 pamigci
zewnetrznej, czyta L poréwnuje z zawartoscia rejestru B.

Jezeli informacja przeczytana z komérki pamigci nie jest réwna
informacji znajdujacej si@ w rejestrze B, a wiec wystepuje
btad#, t6 jest on zliczany przez programowy licznik bXedéw.
Program pracuje repetycyjnie na obszarze 4k pamieci zewnetrznej.
Testowanie wykonano dla dwéch stanowisk pakietu M=730:+
stanowisko 07 i stanowisko ;3.‘Sianbwisko 07 blizsze jednostki

Kryteria zaklécern sa.takie same jak w tescie TMK,

-

Test TIS - interfejs szeregowy., -
Program wysyXa informacje na wyjsécie szeregowe, czyta informacje
i wejécia szeregowepi obie te informacje poréwnuje. Jezeli info-
rmacje wyslane i odczytmne sg rézne, a wiec wyst@puje btad, to
jest on zliczany przez programowy ldcznik bteddw. e
Zaraz po uruchomieniu testu program staje ak czas 25 sek, ‘¢aby
operator odiguzyi kabel interfejsu szeregowego, dd monitora
ekranowego, .a zalozyk w to miejsce 2aczdwke o specjalnie polaczo-
nych pinach /C2 polgczone krétkim przewodem z 03/.
Program pracuje repetycyjnie. : -
Przyjeto nastegpujace kryteria odpornosci, sprawdzane po
zakoniczeniu zakitécania: i
a/ popraﬁne stany lampek WAIT, RUN i BTMO na pulpicie operacyjny#
obserwowane réwnbz w trakcie zakiécania,

b/ zerowy &tan licznika bedéw.
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Test TIR - interfejs réwnolegity.

Przed uruchomieniem programu~odlaczoﬁo kable interfejsu réwholeglg;
go tzn. kabel do czytnika CT-2100 ze zlecza.D oraz kabel -do
dziurkarki DT-105S ze zlacza E. Na ztacza D-i E zalozono taczéwki
o-specjalnie potaczonych pinach /E20-D25, E47-D12, Ei8-D13,
E19-D11, E15-D23, E2-D22, E14-D18, E16-D19/.

Program wysyta informacje na brame B interfejsu réwnolegtego, czyta
informacje z bramy A intedejsu réwnoleglego i obie'te informacje

. poréwnuje, Jezeli informacje wyslana i odczytane sa rézne. a wiec -

wystepuje bied, to jest on zliczany przez programowy licznik bzedéw
Program’ pracuje repetycyjnies; '
Kryteria zakiéceri sg takie same jak w tesdcie "TIS.

Seesob.pronadzenia.bedel -

Badaniami zakécalnoéci impulsowej objeto nastepujace gidwne -
funkcje:s

1/ przechonywania informacji w pamieciach PROM 1 RAM oraz dynamlcz-

nego wpisu i odczytu 1nformacji do okreslonego obszaru pamieci
wewnetrznej Jadnostk1 cantralnej i pamigcl zewnetrznej na pak:e-
cie M-7ao, -

2/ realizacji programu umieszczonego w pamieci wewngtrznej lub
zewnetrznej typu RAM,

3/ transmisji informacji poprzez interfejs szeragowy:i réwnolegty

jednostki centralnej,

4/ transmisji informacji pomiedzy jednostke centralng i wybranym
‘stanowiskiem kasety przy wykorzystaniu pakietu -pamieci zewne-
trznej M-730 umozliwianCego wpis i odczyt informacji wpisanej.

ﬁrzy badaniach wykorzystywano metodyke¢ i doswiadczenia zgromadzone

z badan zakidécalnosci urz@&zad mikroprocesorowych systemu |

INTELDIGIT-PI [1]. - : S

Przy badaniu zakiécabnodci przechowywania informacji w komérkach

pamigci wykonywano nastepuj@ce  czynnoscii '

1. Do dos tgpnego oBszaru pamigeci wewnetrznej i pamigci zewpetrzne]
wpisywano informacje 00 lub FF. Wpisu informacj; dokonywano
testem TPW lub TPZ. ‘

2, Dyrektywa "M" wpprowadzeno na monitor ekranowy wartoéé¢ informacj
w komérkach pamigci zadanego obszaru i sprawdzano jej stan.

xdb{
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S

Przy pozostalych badaniach, wykorzystujacych progrémy testowe
dziatajace repetycyjnie wykonywano nast@pujace czynnoséci:

1.

* Waczano zaklécenia o zadanej amplitudzie, czasie narastania

-informacji zwigkszano amplitude impulséw zakiécajgcych 1 powta-

"ujemnej przy ktérej wystapily: niepoprawna praca testu, biedy

- 10 -

i polaryzacji impulséw zaklécajacych.

Po czasie ok. 5 min. co odpowiada narazeniu na ok. 3750 impulséw,
zaklécenia—mylaczano. '

Dyrektywa M jak w p.2 sprawdzano zawartoéé informacji w komérkach
pamigci zadanego obszaru. Jesli nie mykryto zmiany wartosci —

rzano czynnoéci Pe 3,4,5. i

Badanig przepromaﬁzono dla zboczy impulséw zakiécajacych 5;15,25,
35ns i obu polaryzacji impulséw, Poziom zakt6calnodci okreslano
minimalna amplituda impulséw zaklécajadych o polaryzacji dodat~
niej i ujemnej przy ktérej wykryto zmiany wartosci informacji w
komérkach pamieci.

Wczytywano odpowiedni program testowy, uruchamiano i sprawdzano

poprawnoé¢ jego dziatania. Poprawnosc dziatania testu sprawdzono
metoda monitorowania odpowiedniego sygnatu na pakiecie jednostki
centralnej przy uzyciu oscyloskopu, | .

Wlaczano zaklécenia o zadanej amplitudzie, czasie narastania
i polaryzacji impulsu zaklécajacego. Przyjeto czas zakiécania—ok.
5 min, co odpowiada narazeniu na ok. 3750 impulséw_ zakiécajacych.

W czasie zaklécania obserwowano stany lampek na pulpicie operator
skim RUN, WAIT, BTMO,

Po uptywie 5 min., wylaczano zaklécenia i sprawdzano poprawnodé
dziatania programu jak W p.l oraz stan programowego licznika

bt edow /wyprowadzano dyrektywa M na monitor ekranowy zawartosci.
odpowiednich komérek pamigci licznika/. Jesli program testowy
realizowany byX poprawnie, stan¥ programowego licznika biedéw by:
zerowy,to zwigkszano amplitude impulséw zaklécajecych"i powta-
rzano czynnos$ci 2, 3,4. : {

Badania przeprowadzono dla czaséw narastania impulsdéw 5,15,25,35n
dla exasiwxmaxasxariaxk obu polaryzacji impulséw zakidcajacych,
Poziom zakécalnosci dla danego czasu zbocza okredlano minimalna
amplituda impulséw zakiécajacych o polaryzacji dodatniej lub

zarejestrowane w liczniku programowym,

e
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~ ]

Graficzne przedstawienie poziomu zskZécalnodci, charakterystyke

zaktécalnodci dla poszczegdélnych testdw utworzono-z poiaczenia
pozioméw zakidcalnodéci dla réznych czasOw narastania zbocza
impulséw zaklécaajacych.

Wyniki badaf_zekicelnogel impulsonel.

1. Nie stw1erdzono zmian zawartosdci informacji w komérkach
pamleci typu RAM wewngtrzne] /umieszczonych na pakiecie
Jednostki centralnej M~800/ i zewnetrznej /uiiieszczonych na
pakiecie M-730/ przy oddziaiywaniu zakidcen impulsowych
najwyzszych poziomach generowanych przez symulator zaktécen,
Poniewaz .pomiary przeprowadzono'przv przyiaczonych .urzgdze-
.niach peryferyﬁnych do jednostki centralnej powodujacych
obnizenie poziomu odpornosci impulsowej, mozna stwierdzic,
ze odporno$¢ pamigci typu RAM na pakietach M-800 i M-730
jest wyzsza od poziomu zaklécen stosowanych w badaniach,

2. Poniewaz po zakoficzeniu badaﬁ‘zaklécglpoéci nie stwierdzono
pezkodzen komérek pamigci PROM umieszczonych na pakietach
M-800 i M=740.mozna stwierdzenie p.l rozszerzyé na pamiegci
wewnegtrzne i zewngtrzne typu PROM, U adldnienien takiego
stwierdzeniq,jést fakt, ze w czasie badat urzadzen Zaczny ,
czas zakécenia obwodu sieciowego kasety przy. najwyzszych -
poziomach generowanych przez symulator szacuje sig¢ na ok,

4 godzin, co odpowiada narazeniu nam ok. 180 tys.impulsow
najwyzszego poziomu. ’ '

3. Pomierzone charakterystyki zaklécainoéci dla testéw TPW,

. SKOK-W, TIS i TIR w uktadzie przy niezakiécanym obwodzie
sieciowym monitora ekranowego /monitor zasilany z sieci
niezakiécanej/ podano na rys.4. Obserwowano nastepujace
objawy zakiécefis . '
~ zmiany stanéw lampek RUN,WAIT, /jednoczednie zapalanie

sie lampek RAN i WAIT, miga'nie‘lampki WAIT/,
- przerwanie pracy testu stwierdzane po- wykagzeniu zakXécen,
~ niezerowy stan-programowych licznikéw bledéw /za wyjatkiem
testu SKOK-W/. '

PowyZzsze objawy wystegpowaly kolejno i 2acznie w miare zwigksza~

nia poziomu zakiécen,
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Jednostka centralna M-800 umieszczona w kasecie MIR-PROWAY

i z przyiaczonymi urzedzeniami peryferyjnymi /ME,CT DT/ zostaje

zakidcona przez impulsy sieciowe o poziomie:

- dla testéw TPW i TIR ok. 1050V/5ns/100ns, minimalny pozimm
950V przy zboczu 15ns i teécie- -TIR, oraz przy zboczu 25ns
i tescie TPW, ' -

- dla prostego testu SKOK-W, ok, 1250V/5ns/100ns,

- dla testu TIS, ok. 1500V/5ns/100ns,

-~ dla testu TIS i odiaczonych urzadzet peryferyjnych nie
stwierdzono Wystepowania zakécen przy najwyzszych amplitudach
"generowanych przez symulator. '

. Pomierzone charakterystyki zakiécalnosci dla testéw sz, SKOK~Z,

TMK podano na rys.5., Obserwowano objawy zakiéceri podobne jak dla
poprzedniej grupy testéw /p.3/. Przy czym dlatestu TMK w miare
zwiekszénia amplitudy-zaklbceﬁ wystapily biedy rejestrowane W
programowych licznikach, a nastepnie, btedy 1 migotanie lampek,
btedy i przerwanie dziatania testu. . -

Jednostka centralna M-800 z przylaczonymi urzadzeniami peryferyj=-
nymi i pakiet M~730 umieszczone w kasecie MIR-.PROWAY zostaja -

 zaktbcone przy. nastepujacych amplitudach impulséw zaklécajacych

w obwodzie sieciowym:

- dla testu TPZ, ok. 900V/5ns/100ns,

- dla testu "SKOK-Z,. ok, 1100Y/5ns/100ns /minimalny poziom ok.
875V przy zboczu impulsd 35ns/, -

~dla testu TMK /monitor ekranowy niezakiécany/ ok. 1108V/5ns/100ns
/minimalny poziom ok. 900V przy zboczu impulsu 15ns i stanowisku

. : o
k//;‘ pakietu M=730 nr 13, oraz zboczu 35ns i stnnowisku pakietu M~-730

nr 7/

~ dla testu TMK /zaklécane obwody sieciowe wszysthch urzqdzeﬁ
kaaety. ME,DT,CT/, ok. 900V/5ns/100ns& /minlmalny poziom 800V przy
zboczu impulséw 15ns i .35ns/,

- dla testu TMK odigczonych czytniku, i dziurkarce od M-800,
niezakidcanym monitorze, ok. 1250V/5ns/100ns,

- dla testu TMK, zestosowanym filtrze sieciowym wspélnym dla
wszystkich urzedzern odiaczonych urzadzeniach peryferyjnych od
Jednostki centralnej ok. 1500V/5ns/100ns,

~ dla testu TMK przyiaczonych urzadzeniach peryferyjnych do jedno~ -
stki centralnej i zakldécaenych obwodach sieciowych wszystkich
urzgdzen /kasety, CT,DT i ME/ ok. 900V/Sns/100ns /minimalny po-
ziom 800V przy zboczach impulsu 15ns i 35ns/.
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Zmiana stanowiéka pakietu M-730 w kasecie nie powoduje wyraznych
zmian poziomu odpernoéci. Zaobserwowaé mozna przesunigcie sie
minimalnego poziomu odporno$ci w strone dluzszycﬁ czaséw

zboczy przy zbli2aniu pakietu do jednostki centralnej, przy
skracaniu magistrali kasety. WyraZniejsze réznica w poziomie
odpornosci wystgpuje dla zboczy impulséw zaklécajacych o6 czasie .
trwania krétszym od 5ns. Nizsza odpornoéd wystgpuje przy oddalaniu
pekietu od 'jednos tki centralnej.

Dla zmodyfikowanego testu TMK-Z pomierzgny,pozioﬁ odpornosci
Jest wyzszy przy dluiszych zboczach impulsu zak#dcajacego.

Na rys.6 przedstawiono pozimm zaklécalno$ci monitora ekranowego
pomierzony przy tedcie TMK, Obserwowano nastepujace objawy )
zaktécens monitora, wydwietlanie biednych znakéw, znaki znieksztai-
cone; zmiany.wiersza; przeséw pilota. Poziom zakléceh monitora
wynosi ok. 475V/5ns/100ne /minimalny 375V przy zbbczu-séne/.

Przy zastosowaniu filtru sieciowego dla wszystkich urzadzen,
/wspélnego/ typu FP250/4,poziom zakiécer wynosi 1250V/5ne/100ns.
Bla zboczy o czasach trwania powyzej 15ns nie wystgpiucy
zaklécenia monitora przy najwyzszych poziomach generowanych przez
najny symulator. Przy zastosowaniu filtru sieciowego nie stwier-

' dzono zaktéceh testu TMK dla najwyzsiych amplitud impulséw

" 8.

generowanych przez symulator zakiécen.

s

W trakcie badan zaobserwowano samoczynne uruchamianie czytnika-
i dziurkarki przy poziomie ok, 630V/5ns/100ns wyst@pujace w
przypadku kiedy czytnik i dziurkarka byxy zasilane z sieci nieza-

k&écanej, zaklécano obwéd: eieciowy kasety . "
pqugCL
Sprawdzono, ze test SKOK-Z° umieszczony w padeseEe PROM na

pakiecie M=~740 usytuowanym na stanowisku 7 kasety jest zakZécany
przy takich samych poziohach zakiéceh jak test SKOK=-Z “umieszczony |
na pakiecie M-~730,



okreslonych pradéw obcigzenia. Parametry wyjécia zasilacza

~

- 14 -

7. Wypiki_badania_zasilacza 5V/40 L, - T

Badania przeprowadzono dla egzemplarza zasilacza typ SPS-1B

5.408C nr fabryczny 0719 produkcji ZDEMP Politechnika Gliwlcka.

Zakres badan obejmowaz:s L

~ sprawdzenie odpornoéci zasilaczax na krétkotrwate zaniki
napiecia sieci, ) / )

-~ okreslenie czasu odpowiedzi zasilacza na zaklécenie ) 4
napigcia sieci, \

‘- okreslenie dynamicznej impadancji waéc1owej zasilacza.

Pierwsze dwa badania wykonano przy wykorzystaniu symulatorg
zakzécen 91ec1owych-SZS-1 [Zﬂ /opracowanie MERA~PIAP/.
Symulator umozliwia zadawanie w sposéb piynny czasu trwania zani~-
ku, zanik jest inicjowany od momentu: przdjécia pradu sieciowego
przez wartoéé zerowa. Przy badaniach odpowiedzi zasilacza na
zatgczenie napigcia sieci, symulator umozliwia piynng regulacje
fazy zakaczenia napigcia sieci. Badanie przeprowadzbno przy
repetycyjnej pracy symulatora z.czgsto$cia-0;1Hz. Wyjscie
zasilacza obcigzono rezystancjg umozliwiajgca zadawanie

kontrolowano oscyloskopem,

Badania odpornosci zasilacza polégaly na okresleniu czasu
trwania zaniku napigcia sieci tz-przy ktérym na wyjéciu zasila-
cza wystapiiy przepiecia lub obnizenia’ napigcia wyjé01owego

o amplitudzie przekraczajacej 0,25v /5%Un/. Dodatkowo okreslono
czas trwania zaniku napiecia sieci tz, przy ktérym na wyjéciun
zasilacza wWystapily keétkotrwate zaniki napigcia wyjsciowego,
Dla peinej ilustrawcji wiasdciwoéci zasilacza,badania zasilacza
przeprowadzono dla zanikéw przy nominalnym napieciu zasilania

.1 przy obnizonym napigciu zasilania o 15%.

Wyniki pomiardw zestawiono w tabeli. Na, rys.7 przedstawiono
uktad pomiarowy i przebiegi czasowe napigcia wyjéciowego
zasilacza przy okreslonych czasach zanikéw napiecia sieci,

’
!
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Wyniki pomiaréw podano w tabeli 1,

-dzonych w uktadzie pokazanym na'rys.g. Uktad umozliwia zadawa-

/ «

/
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Badania odpowiedzi zasilacza polegaly na okreéleniu maksymal-
nych wartoéci czasu opéZnienia to 1,czasu ustalenia tu napigcia
wyjéciowego zasilacza. Czasy te okredlono na rys.8 przedstawia-
jacym typowa'odpowiedi zasilacza{ Badania przeprowadzono przy
zalaczaniu nominalnego napigcia sieci oraz obnizonego napigcia
sieci o 15% i przy kilku wartoéciach pradu obcigzenia zasila-~
cza.

Impedancje wyjsciowe zqgilaczé okreélono z pomiéréw.przeprowa-

nie ‘skiadowej stalej pradu obcigzenia oraz dodatkowo sktadowej
zmiennéj~dynamicznej pradu obciazenia o okresdlonej amplitudzie

i czgstqtliwoéci. Skiadowa dynamiczna pradu obciazenia wytwarza-
no wzmachiaczem tranzystorowym pracujacym w klasie A wysterowy-
wanym éyghalem sinusbidalnym z generatora laboratoryjnego,
Badania polegaly na pomiarze sktadowej zmiennej napigecia wyjécio-
wego zasilacza spowodowanej dynamiczna skladowg pradu. obcigzenia;
Impedancje wyjéciowa zasilacza okreslono jako stosunek skladowe]
zniennej napigcia wyjéciowego do skiadowg dynamicznej pradu
obciazenia zasilecza przy okreélonej czestotliwo$ci skiadowej
zmienne] obciazénia i skiadowej stalej obcigzenia.

Wyniki pomiaréw przedstawiono nagys.ﬂ.

4

-
nigeki
. Badania zakidcalnosdci kasety MIR-PROWAY z pakietami M-800
M=730, M=-740 i zastepczym iblokiem zasilania na zakiécenia
impulsowe wystepujace W obwodzie sieciowym wykazalty, Ze:

1.1, Pamigci typu RAM i PROM umieszczane na pakietach M=800,
M-730 i M-740 sa odporne na zakiécenia 1500V/5ns/100ns
Poziom odporﬁoéci gost wyzszy od poziomU'zakl§ceﬁ
generowanych przez symulator, )

1.2, Pakiet jednostki centralnej z przylaczonyﬁ.urzgdzéniami
peryferyjnymi wykonujacy zadania programowe wewnetrzne
jest odporny na zakiécenia impulsowe o amplitudzio
nizszej od 950V /rys.4/. Jest odporny na.zakiécenia

. impulsowe o amplitudzie 1050V przy zboczu 5ns /1050V/
/5ns/100ns/.. Wymieniony poziom pdpornoéci wyznaczaja )
zadania- programowe wewnetrzne fealizowane przez testy

A8
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‘ TPW i TIR, czytania'i plsania informacji do dostepnego obszaru
. komérek pamieci RAM, transmisji informacji przez interfejs
" réwnolegly przy bezpoérednim polaczeniu wyjécia z wejsciem,
1.3, Pakiet jednos tki centralnej M-800 z przytaczonymi urzgdzeniami
peryferyjnymi wep6ipracujacy z pakietem M-730 jako pamiecig
zewngtrzng jest ‘odporny na impulsy zaklécajace o amplitudzie
ni:szej'od 900V/5ns/100ns /rys.5/. Jest bdporny nax zakiécenia
impulsowe o amplitudzie niszej od 800V. '
Przy odiaczonych urzedzeniach peryferyjnych osiggany jest
N pozioﬁ odpornoséci 1500V/5ns}100ns /rys.5/.

' Przy zastosowaniu dodatkowego filtru siecioﬁego przeciwzakléce-~
niowego typu FP 250/4 wépélnego dlawt késety i urzedzehd -
peryferyjnych zapewnia sie odporno$¢ 1500V/6ns/100ns dla
wszystkich zadan programowych wykorzystywanych w badaniach

/rys 5/,

{

" 2, Na podstawie wynikéw badafi odpornosci zasilacza typu SPS 1B
5V/A0A -na krétkorwate zaniki-napiecis sieci mozna oszacowat
%2e urzadzenia MIR-PROWAY beda odporne na krétkotrwaie zaniki

W

napiecia sieci o czasie trwania od 20ms do 25ms,

3. Przy wymaganej odpornoéci urzedzed MIR-PROWAY na zaklécenia
impulsowe sieciowe 1500V/5ns/100ns i na krétkotrwaie zaniki
- napiecia sieci trwajace 10ms, badane urzgdzenia nie speiniaja
. ~ wymaga® na odpornoéé impulsowg przy przytaczonych -urzgdzeniach
_ ‘; ' peryferyjnych do jednostki centralnej. Osiagniecie wymagmego
' poziomu odporno$ci impulsowej mozliwe jest przy zastosowaniu
-~ dodatkowego filtru sieciowego przeciwzaktéceniowego typu FP250/4.

4, Z przeprowadzonych badafi modeli urzgdzern MIR-PROWAY mozna
sformulowaé nast@pujace wnioski: '

~

4.1, Dotyczgce konstrukcji urzedzen .

y . a/ W pakiecie M-800 [4] nalezy przeanalizowac prace ukzadu
wytwarzajacego sztuczny sygnai potwierdzenia od adresowanego
urzadzenia i ewentualnie podnieéc jego odpornoéc na zaké-
cenia /elementy E11, C5, 611, wg .BTMO/. Przypuszcza-sie, Ze

, _ ukiad ten jest przyczyna wystepowania objawdw zakXécen

’, lampek sygnalizacyjnych. '
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4.3,

b/ W konstrukcji magistrali Kesety -zwréci¢ uwage na sposéb
prowadzenia linii magistrali; dazy¢ aby linie te byly
najkrétsze, prowadzone nad pzaszczyzna o potencjale OV,

- Dla linii zasilah, magistrali zasilah kasety, wprowadzit
dodatkowe  kondensatory blokujace,réwnomiernie rozmieszczone
W celu zmniejszenia wpiywu impedancji zasilacza i linii
zasilann, Z badan wynika, Ze impedancja zasilacza wzrasta
przy czestotliwoéciach 800Hz do 1kHz oraz ponyzej czestotli-
woéci 1MHz /rys.9/. :

c/ W konstrukcji ukXadéw pakietu M-930 nalezy uwzglednic
znaczne'bzasy opéinienia i ustalanie sig¢ wartosci napiecia
wyjéciowego’zasilacza od momentu zaigczania napigcia sieci.

.Czujnik wykorzystujacy zaniki napiecia sieci_wspélpracujqcy
z pakietem M-930 powinien karywaé zaniki diuzsze od 10ns.
Przy zwigkszeniu czulodci wykrywania zanikéw bedg inicjowa-
ne nieuzasadnione prze?wania. ’

d/ W bloku zasilania przewidzie¢ wprowadzenie filtru przeciw-

~zakXbceniowego na wejéciu obwodu sieciowego,

Dotyczéce urzadzeri peryferyjnych. Nalezy okres$lié sposdéb
rozwigzania zasilania sieciowego urzgdzern peryferyjnych
stosowanych - w systemie MIR-PROWAY. Przy precyzowaniu rozwigzan
nalezy uwzglednié poziomy odpornosci tych urzadzen na zakiéce-
nia sieciowe impulsowe i krétkotrwaze zaniki,

é

Dotyczace programdw testowych'i ﬁgh;adbw pomiarowych stosowa-
nych przy badaniach zakiécalno$ci, Badania nalezy przeprowa-
dza¢ z przylaczonymi urZadzéniami peryferyjnymi do jednostki
centralﬁej i przy jednociesnym zaktéceniu wszystkich urzadzen.
Konstrukcja testoéw powinny odpowiadad¢ rozwigzaniom przyjetym

.w testach TMK, TP, TIS, TIR, Testy powinny operowac zmienna

informacja i obejmowac pelny dozwolony obszar adresowy.

5. Konieczne jest przeprowadzenie badann dla urzadzen prototypowych
MIR~PROWAY, . . \

w

badaniach nalezy ostatecznie okreélic wpXyw ustyuowanla

pakietéw w kasecie na poziom odpornosci. W szczeg61nosci

wpiyw wzajemnego usytuowania jednostki centralnej, pakietéw
pamigci i pakietu M-S30 na poéiom odpornosci.
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Rys.1. Uproaszczony schemat blokowy kasety MIR-PROWAY
poddancj badaniom zakiécalnodci, '
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MIN-PROVAY od Lmpulcowych mallidcen,
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Rys,2. Ukhkad pomiarowy do badah zakidécalposdcl kasmty
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Rys.4., Charaktorystyka zakdcelnodci dla testow TPW,
SKOK W, TIS, TIR uklad %1,

93

el e AR BB B B b EEh  ER T e AU b a A A KA e o Ay s e m W B B ms AEAA AT B A hew P L A T L e h I AT A3 % L . R et AR £ 8 W AE f R ik o e s h . s AR T .. IR EEE TEPTEI A . h:.




Strona

: PIAP

Warszawa fizon

Nr

)
M\ oiom sakisees
". \ poziom zakldcen symulatora
! \/
; \
\

45001 \\ TMK, stan.? ukTad 4, Dr.cTi ME odtb,czone
N .
AN

- N\ |
; 1400 L N TMK,stan. 7, filkr sieciowy

1300

4200 L

14001

.
.
'
H
3
:
3
'y

410001

§ 9004

:
i
I 800.L
1

7004

600 e } ¢ {

Rys,5. Charakiorysty!:a zakZocalnodeci dla testén TPZ,
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Rys.6. Cilara!:;qrystylia zakZodcalnosci monitora ekranowego
przy tecscie TMK,
9
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Rys,7. Ukiad poniarowy do badanis zaklécalnosci zasilacza
od kréotkotruozych zanikéw napiecia siecl,
Charakterystyczne przebiegi czasowe nepigeia
wyjé?iowego zosilacza dla réznych czasdw trwania
zoniku,
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Rys.8. Ukiad pomiaroay do okreslenia odpowiedzi zasilacza
no zalgczenie napigeip sicel i typowa cdpowiedz
zasilecza.
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Rys .9, Ulkieod pomiarcwy do okreslanig dynanicznoj inpedancji

i charaltterystyki czestotlivosdcio-
ve impedancji viyjsciouc) zosilacza BV/40A przy réinych
obcigZeniach statycznych.
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